From Eye to Insight Jeica

MICROSYSTEMS

* LOSUNGEN FUR DIE SAUBERKElTSANALYSE

Kontamlnatlonen schnell aufspiiren

Technische Sauberkeit spielt bei der Qualitdtskontrolle eine zentrale Rolle. Sie bestimmt die Leistung, Lebensdauer und
Gesamtqualitat der Produkte verschiedener Branchen. Beispiele hierfiir sind Automobilteile und elektronische Kompo-
nenten, Schmiermittel, Hydraulikflissigkeiten, Ole und pharmazeutische Produkte. Zur Sicherstellung der Qualitét ist
eine zuverlassige und effiziente Sauberkeitsanalyse notwendig.

Effiziente und zuverldssige Losungen fiir die Sauberkeitsanalyse von Leica Microsystems ermdglichen es Lieferanten
und Herstellern, durch die Analyse von Partikelmenge, -gréRe und -zusammensetzung eine bessere Produktleistung und
-lebensdauer zu gewahrleisten.

lhre rteile durch Sauberkeitsanalyselosungen von Leica

Schneller Ergebnisse erhalten Erfahren Sie mehr iiber Heute und in Zukunft flexibel
Partikel arbeiten

Steigern Sie den Durchsatz, Erhalten Sie mehr Informa- Erfiillen Sie alle Ihre aktuellen

indem Sie mehr Proben in tionen zum Partikelursprung fiir Anforderungen und seien Sie

kiirzerer Zeit analysieren. eine bessere Risikobewertung auf sich andernde Anforderun-

und sicherere Entscheidungen. gen vorbereitet.



Jeica

MICROSYSTEMS

Die richtige Sauberkeitsanalyselosung fiir lhre Anforderungen

Fiihren Sie eine effizientere und zuverldssigere Partikelzahlung und -klassifizierung nach internationalen
und regionalen Standards mit einer Auswahl an speziellen Konfigurationen durch, die auf lhre spezifischen

Anforderungen zugeschnitten sind.

Standard:

M125 C Kodiertes Stereomikroskop
mit Analysesoftware Cleanliness
Expert

PartikelgroBen bis 10 ym

Manuelle Unterscheidung von
metallischen und nichtmetallischen
Partikeln

Messung von Partikeln in X und Y

Erweitert:

DM6 M-Mikroskop, K3-Kamera und
Analysesoftware Cleanliness Expert

PartikelgréBen bis 5 pm

Vollautomatische Erkennung
metallischer und nichtmetallischer
Partikel sowie Unterscheidung
zwischen Partikeln und Fasern

Messung von Partikeln in X, Y und Z
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Professionell:

Mikroskop DM6 M mit LIBS,
K3-Kamera und Analysesoftware
Cleanliness ExpertSoftware

PartikelgréRen bis 5 pm

Vollautomatische Erkennung
metallischer und nichtmetallischer
Partikel sowie Unterscheidung
zwischen Partikeln und Fasern

Messung von Partikelnin X, Y und Z

Simultane ldentifizierung der
Partikelzusammensetzung

Kein Probentransfer, keine
zusétzliche Probenvorbereitung

KONTAKTIEREN
SIE UNS!



https://www.leica-microsystems.com/

